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La Sección de Microscopía y Mineralogía se crea a partir del Laboratorio de 
Difracción de RX de la UT de Petrología y Geoquímica Ígnea, Metamórfica y 
Sedimentaria del Instituto de Geología Económica. 
En la actualidad se dispone de un equipo de difracción Phillips PW1081 
modificado (θ-2θ), provisto de monocromador de grafito, radiación Kα1=1,5406 Å. 
Tamaño de paso: 0,01º-0,5º. Time: 0,25-4s. 
La salida de datos es análogica, y mediante un convertidor analógico/digital de 
National Instrument y un software propio se obtienen los resultados informáticos 
en formato RAW (Bruker), UDF (Phillips) e imagen vectorial. 
Posibilidades de la técnica: 
• DRX método de polvo: 
o Estudios de carácterización de fases. 
o Análisis cuantitativos, método Chung. 
o Cuantificación fases amorfa. 
o Refinamiento de parámetros cristalográficos con programa 
CHEKCELL. 
o Análisis de micromuestras con gran resolución y muy poco 
fondo. 
• DRX método de AO: 
o Caracterización de arcillas e interestratificados. 
o Análisis cuatitativos, método de poderes reflectantes. 
o Estudios de interestratificados con los programas MUCALC y 
NEUMOD. 
 
